
UKD 621 .387.322.2 

NORMA 8RANtOWA 
BN-81 ' . ~ 

ELEMENTY Elementy półprzewodnikowe 3375-36.00 
PÓŁPRZEWODNIKOWE Stabilistory 

Zamiast 
Wymagania i badania BN· 77 /3375·36.00 

1. WSTĘP 

1. " Przeaniot normy, Przeanlotem normy sę wymaga-

nia i badania dotyczęce stabil istorów przeznaczonych do 

pracy w elektronicznych urzędzeniach powszechnego UŻyt­

ku, profesjonalnych i urzędzeniach wymagajęcych zastoso­

wania elementów o wysokiej i bardzo wysokiej jakości, 

1,2, Przedmiot arkusza normy, Przeóniotem niniejszego 

arkusza normy sę wymagania i badania dla całej grupy sta­

bil istorów, 

1,3, Określenia - wg PN-78jT-01SOO,OO i Ol, 

1,4, Oznaczen ia I iterowe parametrów 

t - temperatura otoczenia w czasie pracy, amb 

[sIg - temperatura przechowywania, 

Pozostałe oznaczenia literowe parametrów - wg PN-76j 

T-01S01,OO i Ol, 

2, PODZIAL I OZNACZENIE 

2, " Podział - wg BN-70j337S-1', 

2,2, Sposób bU~owY oznaczenia wg PN-7ey'T-01S1S p, 2,2, 

3, WYMAGANIA 

3, l, Wymiary - wg arkusza szczegółowego, 

3,2, Wykonanie - wg PN-78jT-01S1S p, 3,2 Wf.! arku-

sza szczegółowego, 

3,3. Cechowanie - wg PN-78jT-01S1S p, '3,3 i wg arku-

sza szczegółowego, 

3,4, Parametry elektryczne - wg PN-78jT-01S1S p, 3,4 

i wg arkusza szczegółowego. 

3,5, Wymagania klimatyczne - wg PN-78jT-01S1S p,3,S, 

3,6, Wymagania mechaniczne - wg PN-78jT-01S1Sp,3,6, 

Grupa katalogowa 1923 

3,7, Wymagania niezawodnościowe - wg PN-78jT -01515 

p, 3, 7, 

3,8, Wymagania dodatkowe _ wg PN-78jT-01S1S p, 3,8, 

4, PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

4,1, Pakowanie - wg PN-7BjT-01S1S p, 4,1, 

4,2, Przechowywanie - wg PN-78jT-01S1S p, 4,2, 

4,3, Transport - wg PN-78jT-01S1S p, 4,3, 

S, BADANIA 

5,1. Program i r?dzaje badań -wg PN-78jT-01S1S P,S,l, 

5,1.1. Badania grupy A - wg PN-7BjT-01S1S p. S, " 1 

oraz wg tabl, 1 na str. 2, 

5. " 2, Badania grupy B - wg PN-78jT-01S1S p, 5.1,2 

oraz wg tabi, 2 na str, 3, 

5,1.3, Badania grupy C - wg PN-78jT-01S1S p, 5.1,3 

oraz wg tabl, 3 na str. 4 - 6, 

S, 1,4, Badania grupy D - wg PN-78jT -01515 P. 5, 1,4 

oraz wg tab l, 4 , na sir. 7. 

5,2, Pobieranie próbek - wg PN-78jT-OISIS p, 5,2, 

5,3, Opis badań - wg PN-78jT-OIS1S p, 5,3 i wg arku-

sza szczegółowego, 

5.4, Ocena wyników badań - wg PN-78jT-01S1S p, 5,4, 

S, S, Dostawa elementów po badaniach wg PN-78j 

T-01S1S p, 5,5, 

6, POST ĘPOWANIE W PRZYPADKU 

NEGA TYWNEGO WYNIKU BADAŃ 

a) W badaniach grupy A - wg PN-78jT-0151S p, 6,1. 

b) W badaniach grupy B - wg PN-7BjT-01S1S p, 6,2, 

c) W badaniach grupy C -wg PN-78jT-01S1S p, 6,3, 

d) W badaniach gruPY D - wg PN-78jT-0151S p, 6,4, 

KONIEC 

Informacj e dodatkowe 

Zgłoszona przez Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników 
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Podzespołów i Materiałów Elektronicznych 

UNITRA-ELEKTRON dnia 14 stycznia 1981 r. 
jako norma obowiqzująca od dnia 1 lipca 1981 r. 

(Dz. Norm. I Miar nr 5/1981 poz. 26 ) 

WYDAWNICTWA NORMALIZ .... CYJNE 1981. D,.k. Wyd. No,m. W·w •• A,k. wyd. 1,30 N.kl. 2600+55 Z.m. 706/81 ' C.na zł 1,20 



Tabli ca 1 

Plany i warunki badań 

Metoda badania Poz iom j akości I Poz iom jakości II Poziom jakości III Poziom jakości IV 
Dane wg arkusza 

Rodzaj badania wg 
szczegółowego 

PN-78/T-01515 Poziom 
Warunki 

Poziom 
Warunki 

Poz iom 
Warunki 

Poziom 
Warunki 

kontroi i i 
badania 

kontroli i 
badania 

kontroli i 
badania 

kontroli i 
badania 

AQL AQL AQL AQL 

1 2 3 4 5 6 7 8 g lO II 

Podsruea Al II; 1,5 II; 1,5 II; 1,5 II; 1,0 

Sprawdzenie wymiarów 5.3.2 
(głównych) 

Sprawdzane pa-
Sprawdzenie wykonania 5.3.3 rametry geome-
obudowy tryczne 

Sprawdzenie prawidło- 5.3.6 
wości cechowania 

POdsruea AZ II; 1 ,O II; 1,0 II; 0,65 II; 0,4 

Sprawdzenie podsta wo- 5.3.7 wg PN-74/ wg PN-74/ wg PN-74/ wg PN-74/ Wartości granicz.,. 
wych parametrów elek- T-Ol 504. 00 T-Ol 504. 00 T-01504.00 T-01504.00 ne sprawdzanych 
trycznych; Uz , T Z' IR 

parametrów elek-
trycznych i wa-
runki ich pomiaru 

POdsruea A3 I; 1,5 II; 1,5 II; 1,5 II; 1,0 

Spra wdzen i e drugor zęd- 5.3.7 wg PN-74/ wg PN-74/ wg PN-74/ wg PN-74/ Wartości gra-
nych parametrów el ek- T-01504.00 T-01504.00 T-01504.00 T-01504.00 niczne spra wdza-
trycznych, UF nych parametrów 

elektrycznych 
i warunki ich 
pomiaru 

POdsruea A4 - - I; Z, 5 I; 1,5 

Sprawdzenie parametrów 5.3.7 - - wg PN-74/ wg PN-74/ Temperatura 010-
elektrycznych w tempe- T-Ol 504. 00 T-01504.00 c%e'1ia, wartości 
raturach innych niż graniczne spraw-
normalna temperatura dzanych para_ 
otoczenia (tUZ metrów elektrycz-

nych i warunki 
ich pomiaru 

Znak - oznacza, że badania nie przeprowadza się. 

Nie wypełniona kol; 4,6, lO ( warunki badania) oznacza normalne warunki atmosferyczne, jeżeli nie zostanie to inaczej określone w arkuszu szczegółowym. 
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Tablica 2 

Plany I warunki badań 

Metoda badania Poziom jakości III Poziom jakości IV 
Rodzaj badania wg Dane wg arl<usza szczegółowego 

PN-7S/T-01515 Poziom 
Warunki 

Poziom 
Warunki 

kontrol i i . badania 
kontroli i 

badania 
AQL AQL 

l 2 3 4 S 6 7 

Podgrupa Bl S-3; l, S S-3; 1,0 

Sprawdzenie wytrzymałości mecha- 5.3.21 Rodzaj i szczegółowe warunki badania, 
nicznej wyprowadzeń wartości obclt'ień 

Sprawdzenie szczelności i) 5.3.27 Rodzaj badania, dopuszczalny poziom nie-
szczelności lub zakresy wartości i warunki 
pomiaru sprawdzanych po badaniu para-
metrów el ektrycznych 

Podgrupa B2 S - 4; 1,5 5-4; 1,0 
Spra wdzeni e I utownośc i wyprowadzeń 5.3.5a temperatura luto- temperatura lu-

wia 2350 C towia 2350 C 

Podgrupa B3 S-3; 1,5 5-3; 1,0 
Sprawdzeni e wytrzymałości na spadki 5.3. 17 500 mm 500 mm Połoienie elementu w czasie spadania. Za-
s wobodne kresy wartości I warunki pomiaru sprawdza-

nych po badaniu parametrów elektrycznych 

Podgrupa B4 - 5-4; l, O 
2 

Sposób mocowania korPusu lub wyprowadzeń l Sprawdzenie wytrzymałości na udary 5.3.16 ·245 m/s 
·:·d elokrotne 1000 x 3 elementu. Zakresy wartości i warunki po_ 

miaru sprawdzanych po badaniu parametrów 
elektrycznych 

Podgrupa B5 S-3; 1,5 T - t S-3; 1,0 TA = tslg min 
Sprawdzenie wytrzymałości na nagłe 5.3.12 

A SIg miT! 
Zakresy wartości i warunki pomiaru spraw-

zmiany temperatury T = t T B= t'lg max 
dzanych po badaniu parametrów elektrycz-

B stg max nych 

Podgrupa B6 S-4; l, O 5-4; 0,65 

Sprawdzenie odporności na naraże- 5.3.22 25
0

C 2) ; 25°C 2) ; Metoda badania, warunki obcięienia, 
nia el ektryczne 100 h 100 h zakresy wartości i warunki pomiaru 

sprawdzanych w czasie i po badaniu para-
metrów el ektryc;znych 

Znak - oznacza, że badania nie przeprowadza się, 

Nie wypełniona koi. 4,6 (warunki badania) oznacza normalne warunki atmosferyczne, jeieli nie zostanie inaczej określone w arkuszu szczegółowym, 

i) Badania nie stosuje się dla wyrobów w obudowach plastykowych. 

2) Jeżel i innych temperatur n ie podaje arkusz szczegółowy. 
- ~. - - - - ---_ .. -
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Rodzaj badania 

Podgrupa CI 
Spra w dzenie wy ­
trzymałości m e­
chanicznej wypro­
wadzeń 

Spra w dzeni e 
szczelności 1) 

Podsrupa C2 
Sprawdzenie pa­

rametrów el ek­
trycznych 

Sprawdzenie od­

Fornośc i na suche 
gor{lco 

Sprawdzenie od­

~orności na zimno 

Podsrupa C3 

Sprawdzenie ma­

sY 

-Spra w dzenie 
trwałości cecho_ 

~ania 

Spra w dzenie 
I utownośc iwypro­

Iwadzeń 

w g 

Metoda badania 
Poziom jakości I 

PN-78j T-015151 Poziom 
kontroi i i 

AQL 
2 3 

5-3; 2,5 
5.3.21 

5.3.27 

1s-3; 2,5 
5.3.7 

5.3.11 

5.3.9 

5-3; 2,5 

5.3.4 

5.3.6.2 

5.3.5a 

VVarunki 

badania 

4 

tamb mux 

ta111b mln 

temperatura 
. o 

I utow la 235 C 

Tablica 3 

Plany warunki badań 

Poziom jakości II 

Poziom 
kontroi i 

AQL 

5 

5-3; 2,5 

5-3; 2,5 

5-3; 1,5 

Warunki 

badania 

6 

t amb młl~' 

tamb min 

temperatura 
. o 

I utOWI a 235 C 

Poziom jakości III 

Poziom 
kontroi i 

AQL 

7 

5-3; 2,5 

Warunki 
badania 

B 

tamb max 

tamb Ttlin 

Poziom jakości IV 

Poziom 
kontroi i 

AQL 

9 

5-3; 1,5 

Warunki 
badania 

10 

tamb max 

tamb min 

Dane wg arkusza 

szczegółowego 

11 

Rodzaj i szczegółowe 
warunki badania, 
wartośc i obc i{lżeń 

Rodzaj badania, do­
puszczalny poziom 

nieszczelności lub za­
kresy wartości i wa­

runki pomiaru spraw­
dzanych po badaniu 

parametrów el ektryc2I­
nych 

Zakresy wartości i 

warunki pomiaru 

sprawdzanych w cza­
sie badania i po bada­
niu paramelrów el ek­

trycznych 

Masa wyrobu 
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cd. , tabL. 3 

Plany warunki badań 

M •• o"" o. ""o ,. I I 
wg 

Rodzaj badania ~N-7-a/T-015151 Pozi~. 1 
Poziom jaKOśc, • Poziom jakości II Poziom jakości JJ1 

Warunki 
badania 

Poziom 
kontrol i 

AQL 
Warunki 
badania 

Poziom Warunki 

l 

Podgrupa C4 
Sprawdzenie wy­
trzymałości na 
przyśpieszenie 

sla/e 

Sprawdzenie wy_ 
trzyma/ości na 
udary pojedyncze 

Spra wdzenie wy­
trzymałości na u­
dary wielokrotne 

Spra wdzenie wy­
trzymałości na 
wibracje ° stałej 
częstotliwości 

Sprawdzeni e wy­
trzyma/ości na 
w ibrac je ° zmien­
nej częstotl i wośd' 

Podgrupa C5 

Sprawdzenie wy­
trzyma/ości na 
ciepło IUlowania 

Sprawdzenie wy­
trzymałości na 
nagłe zmiany 
tempera tury 

Sprawdzenie wy­
trzymałości na 
w i Igotne goręco 
"stałe 

2 

5.3.20 

5.3.15 

5.3. 16 

5.3, 19 

5.3. 18 

5.3.5b 

5.3. 12 

5.3. 13 

'kontrol, , 
AQL 
3 4 

2 js-3; 1,5+ 2,5. 98000 2) m/s; 

5-3; 4,0 

1 min 

I 14700 m/s 
2 

3 x 6 

2 I 98 m/ s , 80 Hz ; 
3 h 

temperatura kę­
pieli 350°C lub 
260oC; 
czas regenel'acji 
2 + 6 h 

T A = tstg 'mi" 

T = t o , 

B stg ma,r 

10d3) 

5 

5-3; 1,5 

5-3; 2,5 

6 

980002) m/s2; 
1 min 

14700 m/s 
2 

3x6 

2 
98 m/s , 80 Hz; , 
3 h 

tempera tura kę­
pieli 350°C Ilb 
260OC; 
czas regeneracji 
2.;. 6 h 

TA=tstgmin 

T = t 'B stg ma x 

10d 

kontroli 
AQL 

7 

5-3; 1,5 

5-3; 1,5 

badania 

8 

1960'(0 2) 
2 

m/s; 
1 min 

1470 m/s 
3 x 4000 

2 
98 m/s 

2 

10 + 5000 Hz; 
6 h 

temperatura kę­
piel i 350°C I ub 
260oC' , 
czas regeneracji 
2+6h 

T = t 
'A stg min 

T - t 
B sJg max 

21d' 

I 
I I Poziom jakości IV 

Poziom Warunki kontroli 
AQL 

9 

5-3; 1,5 

5-3; 1,5 

badania 

10 

196000 2) 
2 

m/s; 
1 min 

1470 m/s 
3 x 4000 

2 
98 m/s 

2 

10 + 5000 Hz; 
6h 

temperatura kę­
pieli 350°C lub 
260°C' , 
czas regeneracji 
2 .. 6h 

T = t 
A ' stg min 

TB ~ ,t stg max 

56d 

Dane wg arkusza 
szczegółowego 

11 

Kierunki probiercze, 
sposób mocowania 
korpusu lub wypro­
wadzeń, zakresy 
wartości l warunki 
pomiaru sprawdza- ' 
nych po badaniu pa­
rametr6w elektrycz­
nych 

Zakresy wartości 
I warunki pomiaru 
sprawdzanych po ba­
daniu parametrów 
elektrycznych 

., 
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cd. tabl. 3 

I Plany i warunki badań , 

, Metoda badania 
Poziom jakości I Poziom jakości II Poziom jakości III Poziom jakości IV Dane wg arkusza 

Rodzaj ba dania wg 
PN-76/ T-0151~ Poziom Poziom Poziom Poziom 

szczeg6łowego 

kontroi i i Warunki kontroli i Warunki kontroi i i Warunki kontroi i i Warunki 

AQL badania AQL badania AQL badania AQL badan'la 

I 1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 I I 

'Podsruea C6 5-3; 2,5 15-3; 2,5 
2S

0
C 4) ; 1000 h 

5-3; 1,5 
2S

o
C 4) ; 1000 h 

5-3; 1,0 
25

0
C 4) ; 2500 h l Sprawdzenie od- S. ~ . ZZ 25 o C 4) ; I 000 h Metoda badania, wa-

porności na nara- runkl obci{ltenla, za-
ż en ia el ektryczne kresy wartości I wa-

runki pomIaru spraw-
dzanych w czasie i 
po badaniu parame-- tr6w elektrycznych 

Podsruea C7 - - - 5-3; 1,0 
Sprawdzenie wy- 5 .. 3.8 - - - tStll miT! ZakresY wartości I 
trzymałości na 1000 h warunki pomiaru 
zimno sprawdzanych po ba-

daniu parametr6w 
elektrycznych 

Podsruea C6 - 5-3; 1, 5 5-3; 1,0 5-3; 1,0 
Sprawdzenie wy- 5.3.10 - l stg max t'lg muz t 'slg max Zakresy wartości i 
trzymałości na 1000 h 1000 h 1500 h warunki pomiaru 
suche goręc::o sprawdŻanych po ba-

daniu parametr6w I 

el ektrycznycli I 

Podsruea C9 - 5-3; 1,5 - -
Sprawdzenie wy- 5.3. 17 - 500 mm - - Połotenle elementu 
trzymałości na w czasie spadania, 
spadki swobodne zakresy wartości I 

warunki pomiaru 
sprawdzanych po ba-
daniu parametr6w 
elektrycznych 

Podsruea C l O 5-3; 2,5 5-3; 2,5 5-3; 1,5 5-3; 1,0 

Sprawdzenie 5.3.3 Sprawdzane para-
wym iarów metry geometryczne 

ł) Badania nie stosuje się dla wyrob6w w obudowach plastykowych. 
2) Jetel i innych wartości przyśpieszeń nie podaje arkusz szczegółowy. 

3) Jeżel i innego czasu' nie podaje arkusz szczeg6łowy. 

4) Jezeli innych temperatur nie podaje arkusz szczegółowy. 

Znak - oznacza, te badania nie przeprowadza się. 

Nie wypełniona koi. 4,6,6; 10 (warunki badania) oznacza normalne warunki atmosferyczne, jeteli nie zostanie to Inaczej określone w arkuszu szczegółowym. 
- - - - - ------ -
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Tablica 4 

Plany I warunki badań 
I 
I 

Metoda badania Poziom jakości I Poziom jakości" Poziom jakości III Poziom jakości IV I 

Dane wg arkusza , 

Rodzaj badania wg szczeg6łowego I 

PN-78jT-01S1S Poziom Poziom Poziom 
Warunki 

Poziom 
Warunki 

kontroi i i 
Warunki 

kontroi i i 
Warunki kontroli i kontroi i i 

badania badania badania badania 
AQL AQL AQL AQL , 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
I 

. I 

PodsruE!a D l - - 5-3; 1,5 5-3; 1,5 , 

Sprawdzenie od- 5,3, 1 - - 10 hPa 10 hPa Temperatura nara!a-
, 

porności na nis- nia, 'ZakresY wartoś-! 
kie ciśnienie ci i warunki pomiaru 
a ImOsferyczne sprawdzanych w cza-

sie I po badaniu pa-
rametrów elektrycz-
nych , 

Pod~ruE!a 02 1) 
~ 

5-3; 2,5 5-3; 2,5 5-3; 1,5 5-3; 1,5 
Sprawdzenie wy- 5,3,25 Rodzaj rozpuszczal-
trzymałoś ci na nika 
rozpuszczalniki 

PodS!:uE!a 03 1) 5-3j 2,5 5-3; 2,5 5-3j 1,5 5-3j 1,5 
Sprawdzenie 5,3,26 Rodzaj badania 
palności 

PodsruE!a 042) - - 5-3; 2,5 5-3; 1,5 

Sprawdzenie wy- 5,3,23 - - Stopień dopuszczal-
trzym8łości na nego wzrostu grzy-
pleśń bów pleśniowych, 

wymagania dotycz~ce 
uszkodzeń powierz-
chniowych 

PodsruE!a 05 2) - - 5-3j 2,5 5-3; 1,5 

Sprawdzenie w y- 5,3,24 - - 2d " 2d Położenie elementu 
trzymałości na w czasie badania 
mgłę solnę 

1) Badania stosuje się dla wyrobów w obudowach pi astykowych, . 
2) Badanie stosuje się przy zamówieniu wyrobów w wykonaniu tropikalnym lub dla k i imatu morskiego, 

Nie wypełniona kol. 4 , 6,8,10 (warunki badania) O2:nacza normalne warunki almosferyczne, jeżeli nie zostanie to inaczej określone w arkuszu szczegółowym, 

Znak - oznacza, że badania nie przeprowadza się, 
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8 Informacje dodatkowe do BN-81j3375-36.00 

INFORMAC.JE DODATKOWE 

1. Insty tucja opracowu jaca normę -Naukowo-Produkcy jne , 
Centrum P6łprzewodnik6w, Warszawa. 

2. Istotne zmiany w stosunku do ElN-77/3375-36.00 

a) zmieniono postanowienia normy na zgodność z norm {I 

PN-78jT-01515, 

b) wprowadzono now{l rozszerzon{l klasyfikację jakoś-

ciow{l dziel{lc{l elementy na cztery poziomy jakościowe, 

c) zmieniono podział na podgrupy badań celem uwzględ­

nienia postanowień"normy RWPG ST SEW 300_76, 

3, Normy zwii!zane 

PN-78jT-01500,OO Elementy p6łprzewodnikowe, 

podstawowe. Nazwy j określ enia 

PN-78jT-OI500.01 Elementy p6łprzewodnikowe, 

Nazwy i określenia 

PN-76jT-015'OI,OO Elementy p6łprzewodnikowe, 

POjęcia 

Diody. 

mikro_ 

układy scalone, Oznaczen ia literowe podstawowych 

wielkOŚci elektrycznych i parametr6w, Postanowienia 

og6lne 

PN-76jT -01501.01 Elementy p6łprzewodnłkowe. Oznacze­

nia literowe parametr6w diod 

PN-74jT -O 1 504. 00 ,Elementy p6łprzewodnlkowe. Metody 

pomiaru parametr6w tranzystor6w i d iod. Postanowie­

nia og6lne 

PN-78jT-01515 Elementy p6łprzewodnłkowe. Og6lne wy­

magania i badania 

BN-70j3375-11 Elementy p6łprzewodnlkowe. Diody, Po­

dział 

4. Symbol wyrobu wg SWW - 1156-14, 

5. Dostawy stabilistor6w o wysokiej I bardzo wysokiej 

jakości mog{l być reatlzowane po uzgodnieniu z producentem 

wielkości dostaw I uzgodnieniu ceny. 


